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본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 액정표시장치의 광원으로 사용되는 형광램프의 파손을 검출할 수 있는 방법

에 관한 것이다.

본 발명의 특징은 액정표시장치가 완성된 후, 상기 액정표시장치의 내부에 실장되는 램프 파손을 검출하기 위한 방법으로,

형광램프로부터 검출되는 검출전압을 램프 파손 검출부에 인가하여 램프 파손을 검출하는 방법이다.

이로 인하여, 램프의 파손으로 인한 액정표시장치의 불량이 발생할 경우 액정표시장치를 분해하지 않고도 빠르게 램프의

파손 여부를 확인할 수 있는 효과가 있다.

대표도

도 2

특허청구의 범위

청구항 1.

구동전압을 인가받아 발광하는 형광램프와;

상기 형광램프에서 검출전압을 측정하는 검출부와;

상기 검출전압을 입력받아 비교기준전압과 비교하기 위한 비교기와;
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상기 비교기의 신호에 따라 점등 또는 소등하는 발광다이오드

를 포함하는 램프 파손 검출장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 검출부의 형광램프는 불활성방전가스가 충진된 유리관과; 상기 유리관 양끝단에 구성된 제 1 및 제 2 전극과; 상기 제

1 및 제 2 전극으로 전압을 인가하는 제 1 및 제 2 전압인입선과, 유리관 양끝단 외면에 유리관 관경을 따라 구성된 라인형

태의 투명전극과, 금속도체가 내측면에 구성된 램프홀더와, 상기 램프홀더와 연결되어, 상기 검출전압이 전달되는 제 3 및

제 4 전압인입선

를 포함하는 것을 특징으로 하는 램프 파손 검출장치.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 라인형태의 투명전극은 상기 램프홀더의 금속도체와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 램프 파손 검출장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 검출전압은 상기 구동전압에서 커플링 효과에 의해 생성되는 램프 파손 검출장치.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 비교기는 비반전입력단과, 반전입력단, 출력단을 구비한 연산증폭기로 구성되며, 상기 반전입력단을 통해 검출전압

을 입력받고, 상기 비반전입력단을 통해 비교기준전압을 입력받는 램프 파손 검출장치.

청구항 6.

구동전압을 인가받아 발광하는 형광램프와; 상기 형광램프에서 검출전압을 측정하는 검출부와; 상기 검출전압을 입력받아

비교기준전압과 비교하기 위한 비교기와; 상기 비교기의 신호에 따라 점등 또는 소등하는 발광다이오드를 포함하는 램프

파손 검출장치의 램프 파손 검출방법에 있어서,

상기 형광램프에 구동전압을 인가하는 단계와, 상기 구동전압에 의해 검출전압을 검출하는 검출단계와;

상기 비교부에 비교기준전압을 인가하는 단계와, 상기 검출전압과 비교기준전압이 비반전입력단과, 반전입력단으로 이루

어진 비교기를 통해 비교되는 비교단계와;

상기 비교기의 신호에 의해 각각의 비교구동전압과 접지전압을 인가하여 발광다이오드를 점등시키는 단계

공개특허 10-2007-0000143

- 2 -



를 포함하는 램프 파손 검출방법.

청구항 7.

제 3 항에 있어서,

상기 비교단계에서 상기 검출전압이 상기 비교기준전압에 비해 높을 경우 상기 표시단계의 발광다이오드가 점등되어, 상

기 램프가 파손된 것을 확인할 수 있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 램프 파손 검출방법.

청구항 8.

제 3 항에 있어서,

상기 비교단계에서 상기 검출전압이 상기 비교기준전압에 비해 낮을 경우 상기 표시단계의 발광다이오드가 소등되어, 상

기 램프가 파손되지 않은 것을 확인할 수 있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 램프 파손 검출 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 액정표시장치의 광원으로 사용되는 형광램프의 파손을 검출할 수 있는 방법

에 관한 것이다.

일반적인 액정표시장치의 화상구현원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용하는 것으로, 액정은 분자구조가 가늘

고 길며 배열에 방향성을 갖는 이방성과 전기장 내에 놓일 경우 그 크기에 따라 분자배열의 방향이 변화되는 분극성질을

띤다. 이에 액정표시장치는 액정층을 사이에 두고 서로 마주보는 면으로 각각 전계생성전극이 구성된 한 쌍의 투명절연기

판으로 이루어진 액정패널을 필수적인 구성요소로 하며, 각 전계생성전극 사이의 전기장 변화를 통해서 액정분자의 배열

방향을 인위적으로 조절하고 이때 변화되는 빛의 투과율을 이용하여 여러 가지 화상을 표시한다.

상기 액정패널은 자체 발광요소를 갖지 못하는 소자이므로 별도의 광원을 요구하게 된다. 이에 따라, 배면으로는 형광램프

를 구비한 백라이트 유닛(Backlight unit)이 마련되어 액정패널 전면을 향해 빛을 조사하고 이를 통해서 비로소 식별 가능

한 휘도의 화상이 구현된다.

상기 백라이트 유닛은 크게 구분해서 직하방식과 에지(edge)방식으로 구분되는데, 상기 직하 방식은 램프가 액정패널 하

단부에 위치하여, 액정패널 전면에 직접 빛을 입사시키는 방식으로 주로 EL(Electro luminescence)이 사용되는데, 상기

방식은 소비전력이 높고, 단가가 비싸며 액정표시장치의 두께가 두꺼워지는 단점이 있다.

이에 비해 상기 에지방식은 액정패널의 일측면 또는 양측면에 램프를 두어 도광판, 반사판에 빛을 입사시키는 방식으로 형

광램프(Cold cathode flurescent lamp : CCFL)가 주로 사용되며, 박형으로 무게가 가볍고 소비전력이 낮아 현재 널리 사

용되고 있는 실정이다.

도 1은 형광램프를 광원으로 사용한 액정표시장치모듈에 대한 개략적인 사시도이다.

액정표시장치모듈은 액정패널(11)과 백라이트 유닛(20), 그리고 서포트메인(27)과 커버버툼(35), 탑커버(13)를 포함한다.
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즉, 도시한 바와 같이 일 가장자리가 개구된 사각테 형상의 서포트메인(27) 상면으로 백라이트 유닛(20)과 액정패널(11)이

순서대로 포개어지고, 이러한 서포트메인(27)의 형태변형방지를 위해서 서포트메인(27)의 개구된 일 가장자리의 배면을

따라 커버버툼(35)이 결합되며, 이들 모두를 고정시킬 수 있도록 액정패널(11) 가장자리를 테두리 하는 탑커버(13)가 서포

트메인(27) 및 커버버툼(35)에 조립 체결된다.

이때, 액정패널(11)의 적어도 일측면을 따라서는 연성회로기판(flexible printed circuit board : 15)을 매개로 접속된 인

쇄회로기판(printed circuit board : 17)이 연결되고, 백라이트 유닛(20)은 서포트메인(27)의 개구된 일 가장자리 내측 길

이방향을 따라 배열되며, 양끝단에 램프홀더(31)를 포함하는 형광램프(29)와, 서포트메인(27) 상면으로 개재되는 백색 또

는 은색시트의 반사판(25)과, 상기 반사판(25) 상에 안착되는 도광판(23) 그리고 이를 덮는 다수의 광학시트(21)를 포함한

다.

상기 반사판(25)의 일측에는 형광램프(29)를 가이드 하는 램프가이드(33)가 구비된다.

상기 전술한 액정표시장치모듈을 조립 체결하여 액정표시장치가 완성되게 된다.

이때, 상기 액정표시장치 내부에 실장되는 형광램프(29)는 유리관으로 형성되어 충격에 취약한 특성을 가지고 있어, 상기

램프가이드(33)로 인해 형광램프(29)의 상, 하 그리고 외측을 가이드 하지만, 액정표시장치 내에서 형광램프(29)의 유동

등으로 인한 충격으로 인해 형광램프(29)가 파손되는 경우가 종종 발생된다.

그러나, 전술한 바와 같이 형광램프(29)가 파손된 경우에도 상기 형광램프(29)는 액정표시장치의 내부에 실장되어 조립된

후 이기 때문에 , 액정표시장치를 모두 분해해야만 상기 형광램프(29)의 파손을 확인할 수 있는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 형광램프의 파손으로 인한 액정표시장치의 불량이 발생되는 경우,

액정표시장치를 분해하지 않고도 형광램프의 파손여부를 빠르고 정확하게 확인할 수 있는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성

전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 구동전압을 인가받아 발광하는 형광램프와; 상기 형광램프에서 검출전

압을 측정하는 검출부와; 상기 검출전압을 입력받아 비교기준전압과 비교하기 위한 비교기와; 상기 비교기의 신호에 따라

점등 또는 소등하는 발광다이오드를 포함하는 램프 파손 검출장치을 제공한다.

상기 검출부의 형광램프는 불활성방전가스가 충진된 유리관과; 상기 유리관 양끝단에 구성된 제 1 및 제 2 전극과; 상기 제

1 및 제 2 전극으로 전압을 인가하는 제 1 및 제 2 전압인입선과, 유리관 양끝단 외면에 유리관 관경을 따라 구성된 라인형

태의 투명전극과, 금속도체가 내측면에 구성된 램프홀더와, 상기 램프홀더와 연결되어, 상기 검출전압이 전달되는 제 3 및

제 4 전압인입선를 포함하는 것을 특징으로 하며, 상기 라인형태의 투명전극은 상기 램프홀더의 금속도체와 전기적으로

연결되는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 검출전압은 상기 구동전압에서 커플링 효과에 의해 생성되며, 상기 비교기는 비반전입력단과, 반전입력단, 출

력단을 구비한 연산증폭기로 구성되며, 상기 반전입력단을 통해 검출전압을 입력받고, 상기 비반전입력단을 통해 비교기

준전압을 입력받는다.

구동전압을 인가받아 발광하는 형광램프와; 상기 형광램프에서 검출전압을 측정하는 검출부와; 상기 검출전압을 입력받아

비교기준전압과 비교하기 위한 비교기와; 상기 비교기의 신호에 따라 점등 또는 소등하는 발광다이오드를 포함하는 램프

파손 검출장치의 램프 파손 검출방법에 있어서, 상기 형광램프에 구동전압을 인가하는 단계와, 상기 구동전압에 의해 검출

전압을 검출하는 검출단계와; 상기 비교부에 비교기준전압을 인가하는 단계와, 상기 검출전압과 비교기준전압이 비반전입

력단과, 반전입력단으로 이루어진 비교기를 통해 비교되는 비교단계와; 상기 비교기의 신호에 의해 각각의 비교구동전압

과 접지전압을 인가하여 발광다이오드를 점등시키는 단계를 포함하는 램프 파손 검출방법을 제시한다.
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상기 비교단계에서 상기 검출전압이 상기 비교기준전압에 비해 높을 경우 상기 표시단계의 발광다이오드가 점등되어, 상

기 램프가 파손된 것을 확인할 수 있는 것을 특징으로 하며, 상기 비교단계에서 상기 검출전압이 상기 비교기준전압에 비

해 낮을 경우 상기 표시단계의 발광다이오드가 소등되어, 상기 램프가 파손되지 않은 것을 확인할 수 있는 것을 특징으로

한다.

이하, 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시예를 상세히 설명한다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치 내부에 실장된 형광램프의 파손 검출을 확인 할 수 있는 램프 파손 검출부

에 대한 회로도이다.

도시한 바와 같이, 램프 파손 검출전압이 발생되는 검출부(100)와 상기 램프 파손 검출전압을 통해 램프의 파손여부를 확

인할 수 있는 비교부(200)로 구성된 램프 파손 검출부를 구성한다

상기 검출부는 형광램프와, 형광램프에 인가되는 구동전압(VS)과, 상기 형광램프의 구동전압(VS)이 커플링(coupling)효

과에 의해 전달되는 검출전압으로 구성되며, 상기 비교부는 상기 검출부의 검출전압과 비교하기 위한 비교기준전압(V1)

과, 상기 비교기준전압(V1)이 인가되는 비반전입력단(+)과, 상기 검출전압이 인가되는 반전입력단(-)으로 이루어진 비교

기(comparator)와 상기 비교기의 신호에 의해 점등 또는 소등하는 발광다이오드(LED)로 구성된다.

상기 비교부는 상기 검출부로부터 입력된 검출전압과 비교기준전압(V1)을 비교하여 램프의 파손 여부를 검출하게 된다.

일반적으로 상기 검출전압은 상기 비교기준전압(V1)보다 높게 측정된다.

이때, 상기 검출전압은 비교기의 반전입력단(-)과 연결되며, 상기 비교기준전압(V1)은 비반전입력단(+)과 연결되는데,

상기 검출전압에 인가된 전압이 상기 비교기준전압(V1)에 비해 높게 측정되는 경우, 비교기의 로직(logic)에 의해 상기 접

지전압이 발광다이오드(LED)에 인가되므로, 상기 발광다이오드(LED)는 불이 켜지지 않게 된다.

반대로, 상기 비교기준전압(V1)이 상기 검출전압 비해 높게 측정되는 경우, 상기 비교기준전압(V1)은 비교기의 로직에 의

해 비교구동전압(Vcc)이 발광다이오드(LED)에 인가되어 상기 발광다이오드(LED)에 불이 켜지게 된다.

즉, 형광램프가 파손된 경우, 상기 검출전압은 인가되지 않으므로, 비교기준전압(V1)에 의해 비교구동전압(Vcc)이 인가되

어 발광다이오드(LED)가 켜지게 되므로 형광램프의 파손 여부를 정확하게 확인 할 수 있게 된다.

도 3은 도 2의 검출부에 구성되는 형광램프의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.

도시한 바와 같이, 형광램프(129)는 혼합된 불활성기체나 수은(Hg)등으로 이루어진 불활성방전가스(discharge gas)(미도

시)를 포함하고 있는 유리관(111)과, 상기 유리관(111) 내의 양단에 이격하고 전원으로부터 전원을 인가받기 위한 제 1 및

제 2 전극(113a, 113b)을 포함하여 구성하며, 상기 유리관(111)의 양 끝단에는 유리관(111)의 관경을 따라 라인형태의 투

명전극(115)을 구성한다.

또한, 상기 형광램프(129)의 양끝단에는 제 1 및 제 2 전극(113a, 113b)을 덮는 램프홀더(131)를 구비하며 이때, 상기 램

프홀더(131)의 내측면에는 금속도체(133)가 구성된다.

상기 램프홀더(131)의 내측면에 구성된 금속물질의 도체(133)는 전류가 통할 수 있는 접촉식 도체로, 상기 유리관(111)

양단의 외면에 구성된 투명전극(115)과 전기적으로 접촉하게 된다.

이때, 도시하지는 않았지만, 상기 유리관(111) 안쪽에는 형광물질(미도시)이 도포되어 있다.

도 4는 도 3의 형광램프 양단을 개략적으로 확대 도시한 도면이다.

도시한 바와 같이, 상기 유리관(111)의 양끝단에 구성되는 램프홀더(131)에서는 제 3 및 제 4 의 전압인입선(119a, 119b)

이 구성되는데, 이는 상기 형광램프(129)의 파손여부를 검출하기 위한 검출전압이 인가되는 검출전압인입선이다.
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즉, 상기 제 1 및 제 2 전압인입선과 연결된 커넥터(135)에서 램프 구동전압이 인가되면 상기 제 1 및 제 2 전압인입선

(117a, 117b)으로 인가된 전원이 제 3 및 제 4 전압인입선(119a, 119b)으로 전달되어 버리는 커플링(coupling) 효과에

의해 상기 제 3 및 제 4 전압인입선(119a, 119b)에도 일정량의 전압이 인가되게 되는데, 이를 램프 파손 검출부에 인가하

여 램프(129)의 파손 검출을 위한 검출전압으로 사용되는 것이다.

이와 같이 형광램프(129)에서 검출전압을 형성하여 램프 파손 검출부에 인가하여 램프 파손 검출방법을 사용함으로써, 액

정표시장치모듈이 모두 조립 체결된 후, 상기 액정표시장치 내부에 실장되는 형광램프(129)의 파손으로 인한 액정표시장

치의 불량이 발생되는 경우, 액정표시장치를 분해하지 않고도 형광램프(129)의 파손 여부를 빠르고 정확하게 확인할 수

있게 된다.

본 발명은 상기 실시예로 한정되지 않고, 본 발명의 취지를 벗어나지 않는 한도내에서 다양하게 변경하여 실시할 수 있다.

발명의 효과

위에 상술한 바와 같이, 본 발명에 따라 형광램프의 파손으로 인한 액정표시장치의 불량이 발생되는 경우, 액정표시장치를

분해하지 않고도 형광램프의 파손 여부를 확인 할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 형광램프를 광원으로 사용한 액정표시장치모듈에 대한 개략적인 사시도.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치 내부에 실장된 형광램프의 파손 검출을 확인할 수 있는 회로도.

도 3은 도 2의 램프 파손 검출부에 구성되는 형광램프의 구조를 개략적으로 도시한 도면.

도 4는 도 3의 형광램프의 양단을 개략적으로 확대 도시한 도면.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100 : 검출부 200 :비교부

V1 : 비교기준전압 VS : 램프 구동전압

Vcc : 비교구동전압

도면
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도면1

도면2
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도면3

도면4
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摘要(译)

本发明涉及液晶显示器，尤其涉及检测用作液晶显示器光源的荧光灯损
坏的方法。关于本发明的特征，完成液晶显示器后的液晶显示器内部的
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